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PROGRAMA 

1. Cristalografía. Retículos bidimensionales y tridimensionales. Retí- 

culos de fravais. Grupos puntúales y simetría macroscópica. Grupos 

espaciales y simetría microscópica. Retícule recíproco. Conceoto de 

celda unitaria. 

2. Origen de los Rayos X . Producción de Rayos X. Espectro centínuo y 

característico. Tubos de Rayos X. Longitudes de onda de los Rayos X 

Interacción de los Rayos X con la materia. Límite de Douane-Hunt. 

3. Interacción de los Rayos X con la estructura cristalina. Difracción 

por un retículo cristalino. Condiciones de difracción. Ley de Prage 

Oredenes de difracción. Relación de los espaciados interplanares Ce 

las dimensiones y la geometría de la celda unidad. 

4. Método del Polvo. Tipos de cámaras. Cámara de Debye-Scherrer. Diéti 

tas posiciones de la película registradora. Meición de los ángulos 

de difracción. Determinación de los espaciados interplanares. Inde- 

xación en el sistema cúbico. Nétedos gráficos y analíticos. Breves 

nociones de lás métodos de indexación para los restantes sistemas 

cristslinos. Determinación de las dimensiones de la celda unitaria. 

Errores en ls medición de los espaciados. Errores sistemáticos. lié- 

todos vrecisás de medición. 

5. Difractometrías Principios y uso del método. Tubos detectores y sis 

temas de cojimación. Coniónmetro de difracción. Técnicas de registri 
y de contador: 

6. Intensidad absoluta y relativa. Factores que inciden en la intenej- 

dua de difracción. Nedición de intensidades por fotometría y estime 

ción visual em el método de Debye-Scherrer. Medición de la intensi- 
dad en el difractómetro. 

7. Identificación de especies minercles. Sistema de fiches ASTM y su 

aplicación práctica. Alcances y limites del método. Mezclas de min 

rales. Anóálinis cuantitativo. Mezclas de des ó mas cemponentes. lNé- 
todo de las adiciones conocidas. Método del estandar interno. 

8.. Arcillas. Definición del término. Importancia de las mismas en los 
distintos procesos geológicos. Sistemática de las arcillas. Grupo 
de los caolines. Grupo de lag montmorrihlonit,s. Grupos de las mic: 

oa vermiculites, paligosrkita y sepiolita. Características 
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físicas y químicas de cada grupo. Concepto de intercambio catiénico. 
Concepte de cristelinidad. Técnicas de identificación por difracción 
Rayos X. Principios en que se basa. Técnicas complementarias, análisi 
térmico diferencial, análisis gravimétrico, y microscopia electrónica 
Análisis cuantitativo de arcállas. 

9. Aplicaciones analíticas de los rayos X. Espectrometría de fluorescenc 
de rayos X. Principios del mótodo. Téenicas de análisis cualitativo, 
semicuantitativo, y cuantitativo. Microscopía eléctronica. Activación 
neutróénica. Micresonda eléctrónica. 
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